PRESENTACION

Actualmente el diagndstico automatico de dispositivos es un campo de investigacion y desarrollo que se puede
abordar desde multiples perspectivas (desde la Ingenieria de Control, la Inteligencia Artificial, la Estadistica,...) y
dentro de cada una de ellas con multitud de técnicas (sistemas expertos, redes neuronales, razonamiento basado
en casos, observadores, ecuaciones de redundancia analitica, diagnéstico basado en consistencia,...). Es por lo
tanto muy complicado para un/a estudiante de doctorado poder abarcar todas estas técnicas en su formacién inicial
dentro de un Unico programa de doctorado.

La “Escuela de Diagndstico de Sistemas Industriales y Procesos: aproximacion basada en modelos” consiste en la
celebracion de un seminario Inter-universitario que busca la formacion de todos aquellos profesionales (estudiantes
de doctorado o miembros de la industria) interesados en temas de Diagnostico de sistemas fisicos utilizando
técnicas de razonamiento basado en modelos, tanto en su aproximacion por parte de la comunidad cientifica de
Ingenieria de Control como de la comunidad de la Inteligencia Artificial. Este campo de investigacion y desarrollo es
relativamente nuevo, pero ha sido probado con éxito en dominios tan dispares como los circuitos electronicos,
procesos quimicos, sistemas industriales continuos, automocion, sistemas navales o satélites de comunicaciones.

El seminario se desarrollara a lo largo de 9 dias de cursos intensivos, para facilitar la asistencia y minimizar los
desplazamientos de los asistentes. Cada dia tendria ocho horas de docencia (cuatro por la mafiana y cuatro por la
tarde), incluyendo el (ltimo dia una mesa redonda donde podran participar tanto los asistentes como los profesores.

OBJETIVOS

Su principal objetivo es la presentacion a los asistentes de dos de las aproximaciones mas conocidas al diagnostico
basado en modelos. Cada aproximacion proviene de una comunidad cientifica; la Ingenieria de Control, conocida
como aproximacion FDI, y la de la Inteligencia Artificial, conocida como aproximacion DX.

Un segundo objetivo serfa la difusion en el &mbito industrial y empresarial en general de este tipo de técnicas.
PROFESORADO

Los cursos seran impartidos por expertos en el &rea, tanto nacionales como extranjeros. En esta ocasion tendremos
dos profesores invitados que son reconocidas autoridades internacionales en el campo: Louise Travé-Massuyes, del
LAAS-CNRS (Francia), y Marcel Staroswiecki, de la Universidad de Lille.

Louise Travé-Massuyés es una de las investigadoras mas influyentes en el campo del Diagnéstico basado en
modelos, tanto a nivel europeo como mundial. Ha formado parte de la red de Excelencia Europea Monet
(http://monet.aber.ac.uk) desde su creacién, y actualmente es la coordinadora dentro de MONET2 del Grupo de
Trabajo BRIDGE (http://monet.aber.ac.uk:8080/monet/monetinfo/monetbridge.htm).

Marcel Staroswiecki es un destacado investigador a nivel internacional en el campo del Diagnéstico basado en
modelos desde la perspectiva FDI. Forma y ha formado parte de importantes grupos europeos que trabajan en el
campo del control tolerante a fallos, como CHEM o DAMADICS. Entre otras publicaciones, el Prof. Staroswiecki es
co-autor del libro: Blanke, M., Kinnaert, M., Lunze, J., Staroswiecki, M. Diagnosis and Fault-Tolerant Control.
Springer Verlag. 2003.

El resto del profesorado pertenecen a distintos grupos de investigacion con experiencia demostrada en el campo de
cuatro universidades espafiolas:

e el grupo MICE de la Universidad de Girona (http://mice.udg.es),

e elgrupo SAC de la Universidad Politécnica de Catalufia (http://webesaii.upc.es/),

e el grupo Quivir de la Universidad de Sevilla (http://quivir.Isi.us.es:9254/webquivir/isp/index.jsp ) y

e el grupo GSI de la Universidad de Valladolid (http://www.gsi.infor.uva.es).




PROGRAMA
Los contenidos del programa han sido divididos en 5 bloques tematicos:

T1. Introduccion
T1.1 Conceptos: fallos, deteccion, diagndstico, fiabilidad,...
T1.2. Principios basicos de los métodos de deteccion y diagndstico de fallos, FDI y DX, detectabilidad,
observabilidad, diagnosticabilidad,...
T.1.3. Obtencién de modelos. Modelado e identificacion
T.1.4. Técnicas de modelado

T2. Diagndstico basado en modelos: enfoque FDI
T2.1. Conceptos de analisis estructural y redundancia analitica
T2.2. Métodos de deteccion de fallos basados en modelos: estimacion de pardmetros, ecuaciones de
paridad, observadores de estado aplicado a sistemas lineales y no lineales
T2.3. Deteccion de fallos: evaluacion de residuos mediante tests estadisticos y generadores de
envolventes
T2.4. Localizacion de Fallos: residuos estructurados y dirigidos
T2.5. Introduccion al control tolerante a fallos
T2.6. FDI, problemas abiertos: estimacion de fallos, disefio de redes de sensores para el diagndstico,
diagnéstico de fallos en sistemas con retardo

T3. Diagnéstico basado en modelos: enfoque DX
T3.1. Modelado para DX: comparacion entre modelado cualitativo, semi-cualitativo y cuantitativo
T3.2. Diagnosis basada en modelos, la perspectiva de la Inteligencia Artificial. Diagnosis basada en
consistencia (DBC), la propuesta de Reiter
T3.3. DBC, la aproximacion computacional, el GDE.
T3.4. Otras aproximaciones computacionales a la diagnosis basada en consistencia
T3.5. Problemas abiertos en DBC; sistemas dindmicos, introduccion de modos de fallo,...

T4. BRIDGE: Integracion de técnicas FDI'y DX
T4.1. Conexiones tedricas y andlisis comparativo
T4.2. Comparacion practica y posibles sinergias

T5. Casos de Estudio/ Aplicaciones tipo (benchmarks)
T5.1. Aplicaciones a la industria naval
T5.2. Aplicaciones a procesos continuos
T5.3. El benchmark CHEM
T5.4. Los benchmarks DAMADICS y TIGER

Planificacién por sesiones:

Lunes 17 | Martes 18 | Miérc. 19 Jueves 20 | Viernes 21 | Sab. 22 Lunes 24 Martes 25
T1.1+ T3.1 T2.1 T2.2 T2.3 + T5.2 T5.3 T4.1
T1.2 T2.4
T1.2 T3.2 T2.2 T2.3 T2.4 + T5.3 T5.4 T4.2

T2.5
Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida Comida
T1.3+ T3.3 T3.4 T2.3 T2.5 Libre T5.4 Coloquio
T1.4
T3.1 T5.1 T3.4 T3.5 T3.5 Libre T2.6 (FIN)

Las sesiones tendran los siguientes horarios: mafianas de 9:45 a 13:45 y tardes de 14:45 a

18:45 h.

Lugar de celebracion:

Facultad de Matematicas y Estaditica de la UPC en el Campus Sur de Barcelona (aulas 001 y
PCO03). Calle Pau Gargallo 5, Barcelona.
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Formulario de Inscripcion

Tasas: 360 euro (incluyen matricula + comida)

Ser& necesario enviar un e-mail antes del 10 de mayo a:

Belarmino Pulido (belar@infor.uva.es)
Departamento de Informatica
Universidad de Valladolid
belar@infor.uva.es

Con los siguientes datos:

Viceng Puig Cayuela

Dept. ESAI

Universidad Politécnica de Catalufia
vicenc.puig@upc.es
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NOMBRE:

APELLIDOS:
ORGANIZACION:
DIRECCION:

CODIGO POSTAL:

CIUDAD:

TELEFONO DE CONTACTO:
FAX:

E-MAIL:

DIAS DE ASISTENCIA:
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Toda estay mas informacion la podrés encontrar en:

http://lwww-esaiiterrassa.upc.es/escuela/
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